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Актуальность разработки методов диагностики приэлектродных слоев пространственного заряда (ПСПЗ) ЕВЧР объясняется тем, что ПСПЗ являются активной функциональной зоной в большинстве плазменных ВЧ технологий.

Традиционные методики позволяют определить основные параметры ПСПЗ, однако, будучи контактными, являются несовершенными. В докладе предлагается ряд не стандартных диагностических методов.

ВАХ-метод диагностики ПСПЗ ВЧЕР представляет собой методику оценки физических величин в разряде, основанную на использовании семейства вольт-амперных характеристик ВЧЕР с разными межэлектродными расстояниями 
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и эквивалентных электрических схем разряда. Метод применим к ВЧЕР среднего давления и позволяет оценить такие величины, как толщина слоя 
[image: image2.wmf]s

d

, падение ВЧ напряжения в слое, емкость 
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и омическое сопротивление 
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слоя. 
Бесконтактный метод с помощью измерения квазистационарных и переменных напряжений на элементах электрической цепи ВЧЕР и последующих вычислений позволяет определить толщину слоя 
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и скачок потенциала 
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в нем, а в случае бесстолкновительного ПСПЗ – дополнительно плотность тока ионов на электрод 
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и концентрацию зарядов 
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на границе плазмы. Этим методом впервые измерены скачки потенциала 
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в ВЧЕР с внешними электродами [1].
Предлагается спектроскопический метод измерения плотности электронов 
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, эмитированных с поверхности электрода ВЧЕР, основанный на измерении абсолютной интенсивности спектральной линии 
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вблизи электрода ВЧЕР. 

В оптическом методе измерения длины релаксации электронных пучков по импульсу 
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 в приэлектродной области ВЧЕР  изучается пространственное распределение амплитуды осцилляции свечения 
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exp(

)

(

0

p

x

I

x

I

l

w

w

-

=

на частоте ВЧ поля 
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. Длина 
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характеризует физические механизмы затухания пучков. 
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